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INTERSTICIAIS E
AGLOMERADOS EM OURO IRRADIADO COM ELETRONS,
UTILIZANDO DIFRACAO DE RAIOS-X DIFUSOS.

SEUS

cbeci

0 comportamento dos defeitos induzidos em ouro pefa iradiagdo cem eLetrons foi

diados a uma temperatura de 5K com efetnons de 3MeV. Em amostras irradiadas com peque-
nas doses e a 5K, nao fol observada a presenga de .intenticiais simples, mas apenas pe
quenos aglomenados. Em- amostras dopadas com 400ppm de cobre, foi determinada a suptes-
sao da fonmagao de aglomerados e a presenga de intensticlals simples associados a ato

{(dig P) & a soma dos elementos
nal da matriz Pij'

da diago-
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analisado wtilizando-se difracav de naios-X difuscs. Monocristads de curo foram inra-
mos de cobre.
INTRODUCAO onde
Pesquisas realizadas com difracdo de rai
os-X difusos determinaram a estrutura dos in
tersticiais e a formacdo de aglomerados ao fi

nal do estdgio I da recuperacao térmica em AL
e Cu [1l]), irradiados com elétrons em baixas
temperaturas.

Ao contrério de outros metais de estrutu
ra cristalina do tipo cibico de face centrada,
as caracteristicas do estagio I nao foram ob
servadas em ouro. Este estagio se caracteriza
pela migracao, termicamente ativada,dos inters
ticiais. -

No presente trabalho s3o apresentados os
resultados obtidos utilizando difracdo de rai
os-X difusos em ouro e com isto mostrar que os
interticiais migram e formam aglomerados duran
te a irradiacao com elétrons a 5K.

DIFRACAO DE RAIOS-X DIFUSOS SOBRE
PUNTIFORMES

DEFEITOS

Considerando uma distribuicdo estatistica
com baixa concentracdo de defeitos e uma super
posicado linear das deformagdes do campo elasti
co ao redor de um defeito, a intensidade da di
fracdo difusa & proporcional a concentracio dos
defeitos, ¢, e ao quadrado de uma amplitude
que & dada peld transformada de Fourier do cam
po de deformacdo ao redor do defeito [2]. Fazen
do uso da teoria da elasticidade, esta intensi
dade, denominada intensidade de Huang,Iy, & da
da pela relagio:

1=’ n’
3
q

humm +oyt2) @) g ]1
o? (1)
onde y'Wsdo fatores gue dependem das constantes
eljsticas do cristal, ¢ ., e das diregdes de d
e h, onde h é o vetor regiproco do cristal e §
& a dist3ncia mais préxima_entre o vetor de di
fracdo K e o vetor h (=K - h). £ e 9 sdo o
fator e volume atdmico respectivamente.

Na equagdo (1l),9's | sdo expressdes quadra
ticas das componentes do tensor P.. que descre
ve o campo de deformac¢do ao redor “do defeito:
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determinar os parametros 1 ~separadamente:
assim, das medi¢des em reflexdo (h00) e dire
¢3o [l00}obtém-se T ‘*',na diregao {011l] obtem-

se 73! e numa reflexdao (hh0} e direcao ([110]
obtém-se %',
A variac3o do pardmetro de rede, a, € da
da pela relacao:
32 - SV3¢Y (3)
a alcyy + 2c12)
Portanto, os valores de c¢; (dig P) e Ly {onde

AV é a variagdo do volume), podem ser  determi
nados de uma combinacdo de medidas de I, e
ba/a.

Os pequenos aglomerados podem ser consi
derados como defeitos puntiformes mais fortes
numa difracdo, de modo que supondo uma superpo
sig¢do linear de defeitos na formagdo do aglome

rado, tem-se:
aglom _ ¢ 2_ (4)
IH =5 - N IH e N Iy

onde N é o nimero de defeitos simples por aglo
meradado. Neste caso If9%9™ aumenta proporcio-
nalmente a N.

Para aglomerados maiores, a relacdo (1)
se aplica com algumas restrigdes, de modo que
para valores de g;l/ronde R, tema magnitude do
raio do aglomerado,a Phtensidade da difracao di
fusa é dada pela aproximacdo de Stokes~Wilson

[21.
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onde ¢, representa uma fungdo de angulo.

Resultados apds irradiacdo a S5k

estdo resumidas as caracte-
risticas das amostras, doses de irradiagao e
os resultados obtidos a 5K. As dnses de irra-
diacdo s3o dadas pela corrente integrada de e-
létrons e pela variacdo da resistividade elé-
trica. Estas doses, nas amostras puras, sao

proporcionais a sa/a. Os valcres grandes de

Na tabela 1.,



Tobela 1. Resuitados dos defeitos apds irradiagdo a 5K

Pureza | RRADIAGOES RESULTADOS 5K.
Amostra (RRR) 1¢.3. 10718 ap, Ag c av | ci
[e7cm®] [(nnem)| x 168 |[pPm]| A | [ppm]
A 1500 8 02 | 8% " 30 | 300
8 1500 4.5 33 49 21 7 150
c 2000 2 245 2 17 5 80
F* |a00ppmCul 1,8 a2 4 150 | 1,1 150
4V/Q confirma a presenga de aglomerados, dado concentragao de deféitos a intensidade I na
que Os intersticiais simples tem um valor de regido g4 mostra uma relacdo ndo linear. Isto
aV/Q entre 1 e 2 [1]. evidencia novamente a existéncia de aglomera

Na figura 1 sdo mostrados exemplos dos re
sultados da intensidade I, em funcdo de g medi
dos em monocristais de ougo de 80pm de espessu
ra, irradiados com elétrons de 3MeV a 5K ({3].
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Fig. 1. Intensidode de Difragdo em espaco
reciproco.

Amostras A: x; B:o;c: B;F*e

As amostras de alta pureza mostram um com
portamento semelhante: para grandes Xalores de
q a intensidade é proporcional a g~ 2,para pe
quenos valores de q, proporcional a q “.

Estes resultados estdo em concordancia
com a-difracao difusa de aglomerados de defei
tos puntiformes [l]. Considerando a variacdo
da resistividade elétrica, 40, como medida da
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dos nas amostras puras. Na fig. 1,a amostra do
pada com Cu mostra uma intensidade, I, muito
menor e uma dependdnica g~2 em toda a @ sua ex
tensao, evidenciando a presenca de interstici
ais simples fixados nos atomos de cobre.

CONCLUSOES
de 3MeVv

a pre-
fixacdo

Durante a irradiacdo com elétrons
a 5K, se oberva, em amostras de ouro,
senga de aglomerados e um processo de
de intersticiais simples nos atomos de cobre.
Esta situacio corresponde ao final do estagio
I observado em outros metais de estrutura cibi
ca de face centrada onde se produz o crescimen
to de aglomerados e um processo de recombi-
nacdo dos pares de Frenkel.

O deslocamento dos intersticiais a gran
distancias e a fixagdo dos intersticiais
impurezas de cobre observada a 5K, poderia
ser esclarecido como consequéncia de colisOes
em cadeia substituidas (Replacement Collison
Chains) ou como um processo aleatorio de difu
sdo de intersticiais. Por outro lado, ainda
apos muitos anos de pesquisa bisica sobre de-
feitos puntiformes induzidos pela irradiagio
em metais ndo ficou esclarecido totalmente o
comportamento andmalo da recuperacdo térmica
do ouro [4].
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SUMMARY

Single crystals of gedd have been (nuadiated at a
temperatwrie cf SK with 3 MeV efectrons. The behavicut
0§ the induced defects wene {nvestigated by measurements
of the Huang di4iused scattening of X-aay. In pute Geld
no single intesticials were vbseaved but cnly small



tersticials clustens. In samples doped with about 400
ppm Cu, clusten fonmation was suppressed and single
(ntewtitials trapped at coppen atoms were observed.
With these nesults 4t can be explained, in pant, the so
4an not well undestood uadiation and annealing
behaviour of Gold.



	Page 1
	Page 2
	Page 3

